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9. 研究実績の概要(国立情報学研究所でデータベース化するため、600字～800字で記入。図、グラフ等は記載しないこと。) 

 

 平成 18 年度は、マルチクロックドメインコアに対して、IEEE std. 1500 に準拠したラッパー設計法を提案し、VLSI 

テストに関するワークショップである「IEEE WRTLT’06」にて研究成果発表を行った。また、平成 19 年 5月には VLSI

テストに関する国際会議である「IEEE VLSI Test Symposium」で発表予定である。これにより、IEEE 標準に準拠しな

がらも、消費電力制約下で短いテスト実行時間を実現可能である。 

 

 また本年度は、各コアはシングルクロックドメインで動作するが、コア毎に動作周波数の異なるマルチクロックド

メイン・システムオンチップを対象とし、それに対するテストアーキテクチャおよびテストスケジューリング手法に

関する研究を行った。テストアーキテクチャとしては、マルチクロックドメイン・システムオンチップに存在する既

存のシステムバスをテスト時に利用する手法と、既存のシステムバスを利用せずに新たにテスト専用のバスを付加す

る手法の２つの観点で研究を行った。それぞれの手法に適したテストアーキテクチャおよび消費電力制約下で短いテ

スト実行時間を達成するテストスケジューリング法を提案し、VLSI 設計に関する国際会議である「IEEE International 

Conference on Computer Design」、「Asia and South Pacific Design Automation Conference」にて研究成果発表を

行い、「IEEE International Symposium on Circuits and Systems」においても研究成果を発表予定である。 

 

※ 成果の公表を見合わせる必要がある場合は、その理由及び差し控え期間等を記入した調書(A4判縦長横書1枚)を添付

すること。 
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